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Felületi topográfiák és geometriák optikai elemzése

A rugalmas használati lehetőségeknek köszönhetően a MarSurf mérőrendszerek 

már számos ipari területen beváltak a minőségellenőrzéstől kezdődően a sorozat-

gyártást kísérő vizsgálatig bezárólag. Néhány másodperc alatt pontos és megismé-

telhető pontosságú 3D mérési értékeket szállítanak szinte minden anyag esetén, 

legyen az fém, üveg, kerámia, félvezető, polimer vagy szerves anyag.

462 MarSurf | 3D felületmérés-technika ipari és kutatási alkalmazásra



MarSurf CM explorer 468
Síkszerű 3D mérések

MarSurf CM expert 469
Síkszerű 3D mérések

MarSurf CM mobile 470
Síkszerű 3D mérések

MarSurf CM select 471
Síkszerű 3D mérések

MarSurf WI 50 M 474
3D felületmérés

MarSurf WI 50 475
3D felületmérés

MarSurf WM 100 476
3D felületmérés

MarSurf CP select 480
3D profilometria

463MarSurf | 3D felületmérés-technika ipari és kutatási alkalmazásra



Optikai vagy tapintásos?
A megfelelő mérőeszköz kiZʛlasztʛsa

Mikor kell a jól bevált tapintásos mérési technológiára hagyatkozni, és mikor 
célszerűbb a mérést a meglévő optikai készülékekkel végrehajtani# Mivel 
mindkét módszerrel ��%-ban egyformán pontos eredmények érhetők el, a 
megfelelő módszer kiválasztása mindig attól függ, hogy milyen felületstruk-
túrákat kell mérni, és mely jellemző értékek és tulajdonságok relevánsak 
a gyártás szempontjából. A Mahr mindkét rendszerhez sokféle megoldást 
kínál. Az alábbi kritériumok segítenek Önnek a választásban:

Folyamatértékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 és ISO 21920 szerint

A tapintásos és optikai eszközökkel a felületek érdessége és részben hullá-
mossága is vizsgálható. Ez megfelel a DIN EN ISO 4287 és DIN EN ISO 13565 
szabványok követelményeinek. Ráadásul az optikai eszközök jelenleg telje-
sítik a DI2 E2 IS3 �51�8 szabványt, a jövőben a DI2 E2 IS3 �1��0 szabvány 
követelményeit is, amely lehetővé teszi a felületek érintés nélküli síkszerű 
leírását.

Folyamatértékek létrehozása pillanatok alatt

Az érdesség-, hullámosság- és primer profilok a felületet és annak tulajdon-
ságait írják le. Az ezekből levezetett paraméterek lehetővé teszik a felület 
minőségére vonatkozó állítás megfogalmazását. ʌgy biztosítható a gyártási 
folyamat biztonsága, és az árubeérkezési ellenőrzés gyors végrehajtása.

Statikus vizsgálat

A gépi megmunkálású felületeknél a struktúrák gyakran már nem célirányo-
san, hanem véletlenszerűen vannak elrendezve. A �D-s metszetekkel nem 
megfelelően, vagy csak nagy időráfordítással írhatók le a struktúrák. 
Másrészről a felület síkszerű, optikai tapintásának nagy jelentősége van, 
és ráadásul ennek segítségével gyors mérési eredmények érhetők el.
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Tapintásos

Tapintásos

Tapintásos

Optikai

Optikai

Optikai

Mérés gombnyomásra

Helyezze a tapintókart egyszerűen a felületre, nyomja meg a gombot, és 
kezdje meg a mérést Ɓ bármely bonyolult perifériák nélkül. 3lvassa le az 
eredményeket közvetlenül a kijelzőn, és igény esetén nyomtassa ki azokat 
a hozzátartozó nyomtatóval. Mindezt verhetetlen ár-érték aránnyal.

Topológiai vizsgálat

Ha a felület nagyon érzékeny vagy puha, ragacsos vagy nem folyamatos, 
az érintés nélküli és így az optikai mérési eljárás a legjobb választás. 
Ez érvényes a bevonatos, nem homogén és bonyolult felületekre és a 
megmunkálási struktúra nélküli felületeke is: Ezek tapintása és kiértéke-
lése az optikai módszerrel a legtökéletesebb.

Kʯnnyű elérhetőség 

Mind az optikai, mind a tapintásos mobil eszközök közvetlenül a mun-
kadarabon, a gyártócsarnokban végrehajtható megbízható felületvizsgála-
tot  tesznek lehetővé. A nehezen elérhető felületek, a kis mélyedések vagy 
furatok vizsgálatához a kivehető előtoló egységgel szerelt tapintásos 
eszközöknek ráadásul külön előnye is van. 
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Konfokális technológia | MarSurf CM 

Legjobb jelminőség a mYlti�
Tinhole teGhnolʬgiʛnak 
köszönhetően 
A MarSurf terméksorozat nagy teljesítményű konfokális mikrosz-
kópjai a saját fejlesztésű és szabadalmaztatott multi-pinhole 
technológiával ultragyors képfelvételt tesznek lehetővé. Az egyen-
letes sztochasztikus eloszlásért, mivel a szomszédos mérési 
pontok nem közvetlenül egymásután mérhetők. A Mahr konfoká-
lis mikroszkópjait ezen kívül nagy fényteljesítmény mellett ext-
rém alacsony szórt fény és robusztus jeladás is jellemzi. ʌgy eléri a 
megfelelő magasságfelbontást még a nanométer tartományban is.

MPD technológia

Műtárgyaktól mentes, gyors, mini-
mális jelszint, nincs preferált irány

TrueDetection technológia

100-szoros mérési pont tapintás, 
extrém stabil mérési adatok / 
Ismétlési pontosság

Objektívek

a legnagyobb négyzetes mérőmezők, 
az egy mérőmezőben történő 
érdességméréshez / a legjobb 
homogén  kivilágítás

Piezo meghajtás

maximális függőleges 
felbontáshoz

Tapintó mérési adatok 
maximális korrelációja

99% CCF MA<

LED fényforrás

50.000MTBF

Függőleges optikai felbon-
tás

2nm
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16 bites HDR kamera

3ptimális jel-zaj arány / nincs 
fokozott zaj kis nagyításoknál

Úthosszúságmérő rendszer

Mérőlécek útmérő rendszerrel 
minden tengelyen

Ütközésérzékelés

minden irányban – biztonság 
mintához és rendszerhez

Mérési pontok másodpercenként

Összes 
mintafelület fényvisszaverése

0,1 – 100 % 

Tipikus mérési idő 3D 
érdességmérésekhez

5 s

126.000.000
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ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

MarSurf CM explorer

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• A flexibilis univerzális mérési 
megoldás

• A MarSurf CM explorer kom-
pakt konfokális mikroszkóp, 
amellyel a felületek három 
dimenzióban mérhetők és ele-
mezhetők, - ráadásul érintés-
mentesen, anyagtól függetle-
nül és gyorsan.

• A robusztus felépítésnek és a 
környezeti hatásokkal szembeni 
érzéketlenségnek köszönhe-
tően a MarSurf CM explorer
nemcsak a teszt- és vizsgálóla-
borokban történő használatra 
alkalmas, hanem a termelési 
környezetben végrehajtandó 
minőségbiztosításhoz is kiváló 
megoldás.

• Legfontosabb előnyei:
• Nagy mérési sebesség, még teljes 

felbontásnál is
• Kezelőbarát koncepció
• A minden irányban elhelyezett 

ütközés érzékelőknek köszön-
hető biztonság a munkadarab 
és a mérőrendszer védelme 
érdekében

• High dynamic range (HDR) funk-
ció, 16 bit

• Állandóan nagy felbontás még 
nagy mérőfelületeknél is a HD 
stitchingnek köszönhetően

• A bevált optikai mérőrendszer 
egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érességmérés DIN EN ISO 4287 / 
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése

• A felhasználók értékelik a Mar-
Surf CM mobile megbízható 
mérőrendszert, amely meny-
nyiségileg nyomonkövethető 
3D jellemző értékeket szállít 
számos iparág számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf CM explorer
• Konfokális mérőfej 

– HDR kamera (Fekete/fehér 
vagy színes kamera)

– 4 tárhelyes objektívrevolver 
felismeréssel

• L állvány vezérlő elektronikával
• Motoros XY-asztal (50x50 mm) 

üvegskálákkal a minta pozicioná-
lásához és a képek összefűzésé-
hez („stitching”)

• Motoros Z tengely (70 mm) 
üvegskálával 

• Mérőrendszer számítógép 24“ 
TFT monitorral

• Objektívek:
– 5–100x, választhatóan

MŰSZAKI ADATOK

CM explorer

Típus CM explorer

Mérési elv Konfokális 
Nagy teljesítményű LED (505 nm / fehér)

Felbontás max. 2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 100 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…

• MarSurf MSW az intuitív adat-
rögzítéshez

• MarSurf MfM a professzionális 
kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)
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ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

MarSurf CM expert

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

CM expert MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• Automatizálható high-end 
mérőrendszer

• A MarSurf CM expert nagy 
teljesítményű konfigurálható 
konfokális mikroszkóp, amellyel 
a felületek három dimenzióban 
mérhetők és elemezhetők, - 
ráadásul érintésmentesen, 
anyagtól függetlenül és 
gyorsan. 

• A robusztus felépítésnek és a 
környezeti hatásokkal szembeni 
érzéketlenségnek köszönhetően 
a MarSurf CM expert nemcsak 
a teszt- és vizsgálólaborokban 
történő használatra alkalmas, 
hanem a termelési környezetben 
végrehajtandó minőségbiztosí-
táshoz is kiváló megoldás.

• Kiegészítő manuális Z pozicioná-
lással, nagy X és Y irányú moz-
gástartománnyal és automatizá-
lási lehetőséggel kiváló kezelési 
kényelmet kínál. A „felhasználó-
tól független és teljesen automa-
tikus mérés végrehajtása” opciót 
az különbözteti meg, hogy a 
felületmérő-rendszer egyszerűen 
és hatékonyan használható a 
minőségbiztosítás terén is. 

• Legfontosabb előnyei:
• Felhasználótól független széria-

mérések az automatizálási 
szoftvernek köszönhetően

• Nagy mérési sebesség, még teljes 
felbontásnál is

• Kezelőbarát koncepció 
• A minden irányban elhelyezett 

ütközés érzékelőknek köszön-
hető biztonság a munkadarab 
és a mérőrendszer védelme 
érdekében

• High dynamic range (HDR) funk-
ció, 16 bit

• Állandóan nagy felbontás még 
nagy mérőfelületeknél is a HD 
stitchingnek köszönhetően

• A bevált optikai mérőrendszer 
egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 /
25178 szerint 

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése

•  A felhasználók értékelik a mérő-
rendszer megbízhatóságát, 
amely mennyiségi visszavezet-
hető 3D jellemző értékeket 
szállít számos iparág számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf CM expert
• Konfokális mérőfej

– HDR kamera (Fekete/fehér 
vagy színes kamera)

– 4 tárhelyes objektívrevolver 
felismeréssel

MŰSZAKI ADATOK

CM expert

Típus CM expert

Mérési elv Konfokális 
Nagy teljesítményű LED (505 mm / fehér)

Felbontás max. 2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 100 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…

• L állvány vezérlő elektronikával
• Motoros XY-asztal (100x100 

mm) mérőlécekkel a minta 
pozicionálásához és a képek 
összefűzéséhez („stitching”)

• Motoros Z tengely (70 mm) 
mérőlécekkel

• Mérőrendszer számítógép 24“ 
TFT monitorral

• Objektívek:
– 5–100x, választhatóan

• MarSurf MSW az intuitív adat-
rögzítéshez

• MarSurf ASW az automatizálás-
hoz (opcionális)

• MarSurf MfM a professzionális 
kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)
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MarSurf CM mobile

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

CM mobile MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• Bárhol alkalmazható
• A kompakt MarSurf CM mobile

hordozható konfokális mik-
roszkóp, amellyel a felületek 
három dimenzióban mérhetők 
és elemezhetők, - ráadásul 
érintésmentesen, anyagtól 
függetlenül és gyorsan. 

• A kis saját tömeg és a laptopon 
való kezelés a nagy tárgyakon 
és nehezen mozgó mintákon, 
pl. hengereken végzett mérés 
közben rugalmas használatot 
tesz lehetővé.

• A mobil használat lehetővé teszi 
a közvetlenül az alkatrészen / 
szerszámon végzett vizsgála-
tot - még minimális használati 
időnél is

• Kompakt rendszer (5 kg) moto-
ros tengelyekkel a HD stitching-
hez

• Robusztus és megbízható köz-
vetlenül a gyártásban történő 
használathoz

• Nagy mérési sebesség, még teljes 
felbontásnál is

• Kezelőbarát koncepció
• Állandóan nagy felbontás még 

nagy mérőfelületeknél is a HD 
stitchingnek köszönhetően

• A bevált optikai mérőrendszer 
egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 / 
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése

• A felhasználók a MarSurf CM 
mobile -t megbízható mé-
rőrendszernek tartják, amely 
mennyiségi visszavezethető 
3D jellemző értékeket szállít 
számtalan iparág számára.
Szállítási terjedelem:

• MarSurf CM mobil
• Konfokális mérőfej

– S/W kamera vagy szín
– 4 tárhelyes objektívrevolver

• Vezérlőelektronika rendszerbe 
integrálva

• Motoros XY-asztal (50x50 mm) 
mérőlécekkel a pozicionálás-
hoz és a képek összefűzéséhez 
(„stitching”)

• Motoros Z tengely (35 mm)
• Laptop vagy mérőrendszer szá-

mítógép 24“ TFT monitorral
• Objektívek:

– 5–100x, választhatóan
• MarSurf MSW az intuitív adat-

rögzítéshez
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)

MŰSZAKI ADATOK

CM mobile

Típus CM mobile

Mérési elv Konfokális 
Nagyteljesítményű LED (505 nm)

Felbontás max. 2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 100 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…



471MarSurf | 3D felületmérés-technika ipari és kutatási alkalmazásra

MarSurf CM select

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

CM select MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• Felületek személyre szabott 
mérése

• A MarSurf CM select nagy telje-
sítményű konfigurálható 
konfokális mikroszkóp, amellyel 
a felületek három dimenzióban 
mérhetők és elemezhetők, - 
ráadásul érintésmentesen, 
anyagtól függetlenül és 
gyorsan.

• A tengely- és szigetelőrendszerek 
és a szoftvermodulok egyedileg 
kombinálhatók. Így a mérő-
rendszer a különböző mérési 
feladatoknak megfelelően 
módosítható.

• A MarSurf CM select többszen-
zoros rendszerrel különböző 
szenzoros technológiák kombi-
nálhatók egy mérőkészülékben. 
Az adott mérési feladattól füg-
gően rugalmasan kiválaszthatók 
optimális pontszenzorok is.

• A MarSurf CM select teljesíti a 
minták méretére, az automatizá-
lásra, a mérési kényelemre és a 
pontosságra, de még a teljesen 
automatizált mérési megoldásra 
vonatkozó egyedi igényeit is.

• Legfontosabb előnyei:
• Folyamatos üzemre tervezve
• Automatizálási szoftver ipari 

interfészekkel a minőségbiz-
tosítási rendszerekbe történő 
átvitelhez

• Nagy mérési sebesség, még teljes 
felbontásnál is

• Egyedileg konfigurálható a min-
tadarab méretének megfelelően

• Többszenzoros rendszer
• Kezelőbarát koncepció
• A minden irányban elhelyezett 

ütközés érzékelőknek köszön-
hető biztonság a munkadarab 
és a mérőrendszer védelme 
érdekében

• High dynamic range (HDR) funk-
ció, 16 bit

• Állandóan nagy felbontás még 
nagy mérőfelületeknél is a HD 
stitchingnek köszönhetően

• A bevált optikai mérőrendszer 
egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 / 
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése

•  A felhasználók a gyártási soro-
zatot megbízható mérőre-
ndszereknek tartják, amely 
mennyiségi visszavezethető 
3D-s jellemző értékeket szállít 
számtalan iparág számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf CM select

MŰSZAKI ADATOK

CM select

Típus CM select

Mérési elv Konfokális 
Nagy teljesítményű LED (505 mm / fehér)

Felbontás max. 2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 100 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…

• Konfokális mérőfej
– HDR kamera (Fekete/fehér 

vagy színes kamera) 
– 4 tárhelyes objektívrevolver 

felismeréssel (opcionális)
• Portálszerkezet vezérlő elektroni-

kával
• Motorikus XYZ tengely különbö-

ző változatban választhatóan
• Ipari számítógép két darab 24“ 

TFT monitorral
• Objektívek:

– 5–100x, választhatóan
• Rezgéscsillapítás választhatóan
• Többszenzoros rendszer (opcionális)
• Áttekintő kamera (opcionális)
• MarSurf MSW az intuitív adat-

rögzítéshez
• MarSurf ASW az automatizálás-

hoz (opcionális)
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)



Fehér fény interferometria ICA technológiával

Topográfiák rögzítése a 
nanométer alatti tartományban

A Mahr új fehérfény-interferométer sorozatához három nagy 
teljesítményű készülék tartozik: a MarSurf WI 50 M, a MarSurf 
WI 50 és a MarSurf WI 100. Ezek nagyon nagy pozicionálási 
térfogattal rendelkeznek a nagyméretű munkadarabokhoz és 
az intuitív felhasználói szoftverrel, amelyet a Mahr ügyfelei az 
optikai rendszerekből ismernek és értékelnek.

Az Ön előnyei

   Intelligens korrelációs algoritmus (ICA technológia) 

   Minimális zajszint

   Nagy pontosság

   Maximális stabilitás

ICA technológia

Intelligens korrelációs algoritmus: 
Legjobb korreláció minimális zajjal

VDI/VDE 2655 | ISO 25178

Tanúsított rendszerátvétel

Alacsony jel-zaj arány

Referencia szintű jel-zaj 
arány

5 Megapixelig

Nagy oldalsó felbontás 
maximális pixelszámmal

)rőtelNes -'A teGhnolʬgia

A Mahr új fehérfény-interferométerei egy új algoritmuson 
alapulnak, amely a korábbi módszerek, például a PSI és 
a VSI jó tulajdonságait egyetlen nagy alkalmazási terü-
leten egyesíti. Ez keresi a legjobb korrelációt, és ehhez 
minden egyes képpontot összehasonlít. Az így kiszámí-
tott magassági értékek nagyon pontosak és robusztusak. 
Ez minimalizálja a zajt, ami következésképpen egyedül-
állóan magas adatminőséget biztosít. Ez lehetővé teszi 
a laboratóriumok és a minőségbiztosítás számára, hogy 
a legfinomabb érdességeket, lépcsőmagasságokat vagy 
szinteket a nanométeres tartományban határozzák meg - 
mindössze néhány másodperc alatt.
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A 3D-s érdességmérés 
tipikus mérési ideje

5Sec.

Minimális mérési pont szintje

0,13Υm

LED fényforrás
50.000 MTBF

Zajszám az STR szerint

0,08 Nanométer

Mérési pontok másodpercenként
126.000.000
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WI 50M

Type WI 50 M

Messprinzip Weißlicht-Interferometer
Hochleistungs-LED (650 nm / weiß)

Auflösung bis zu 0,2 (nm) vertikal

Messgeschwindigkeit bis zu 140 fps

Kennwerte ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178 …

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

WI 50 M MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

MarSurf WI 50 M
Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• Nagy teljesítményű bevezető 
megoldás

• A MarSurf WI 50 M fehér fényű 
interferométer, amellyel a felüle-
tek három dimenzióban mérhe-
tők és elemezhetők, - ráadásul 
érintésmentesen, anyagtól 
függetlenül és gyorsan.

• Pontos mérés a szubnanométe-
res tartományban – ez nagyon 
egyszerűen hangzik az új Mar-
Surf WI 50 M-mel, a tökéletes 
bevezető megoldással. A rend-
szer teljesít minden követel-
ményt, amit a nanométeres 
tartományban végrehajtandó 
mérési feladatai támasztanak 
– maximális teljesítménynél és 
kiemelkedő ár-érték aránynál. A 
funkcionális billenőasztallal és a 
manuális X, Y és Z tengelyekkel 
az átállítás és a fókuszálás szinte 
gyerekjáték.

• Legfontosabb előnyei
• Egyszerű technológia motoros 

tengelyek nélkül
• Intuitív kezelés
• Gyors mérés
• Költséghatékony
• Robusztus és megbízható
• minta max. magassága 220 mm
• Vezérlés állványba integrálva
• Az új optikai mérőrendszer 

egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 /
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése

• A felhasználók értékelik a Mar-
Surf sorozat megbízható mérő-
rendszereit, amelyek mennyiségi
visszavezethető 3D-s jellemző 
értékeket szállítanak számta-
lan iparág számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf WI 50 M
• Interferometrikus mérőfej 

– HDR kamera (2 MP vagy 5 MP)
• L állvány vezérlő elektronikával
• Manuális XY-asztal (105x50 mm)
• Manuális Z tengely (220 mm) 
• Mérőrendszer 24“ TFT monitorral
• Objektívek:

– 5–100x, választhatóan
• MarSurf MSW az intuitív adat-

rögzítéshez
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)

MŰSZAKI ADATOK

WI 50M

Típus WI 50 M

Mérési elv Fehér fényű interferométer
Nagy teljesítményű LED (650 mm / fehér)

Felbontás max. 0,2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 140 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178…

ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

WI 50 MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések

MarSurf WI 50
Síkszerű 3D mérések

LEÍRÁS

• A flexibilis univerzális mérési 
megoldás

• A MarSurf WI 50 fehér fényű 
interferométer, amellyel a felü-
letek három dimenzióban mér-
hetők és elemezhetők, ráadásul 
– érintésmentesen, anyagtól 
függetlenül és gyorsan.

• A kompakt WI 50 pontosan 
azokhoz a helyekhez jó mérési 
megoldás, ahol a szubnanométer 
méret is számít. A kutatáshoz és 
minőségbiztosításhoz tervezett 
nagy pontosságú mérőeszköz 
megbízható 3D-s mérési érté-
keket szállít, ráadásul gyorsan, 
egyszerűen és csak néhány 
lépésben. Felhasználóbarát 
koncepciójával és nagy mérési 
sebességével a készülék még tel-
jes felbontásnál is megbízhatóan 
rögzíti az érdességeket, egészen 
sima felületeknél is.

• Legfontosabb előnyei:
• Nagy mérési sebesség, még teljes 

felbontásnál is
• CNC-funkció minden tengelyen
• A minden irányban elhelyezett 

ütközés érzékelőknek köszön-
hető biztonság a munkadarab 
és a mérőrendszer védelme 
érdekében

• HDR funkció, 16 bit
• HD stitching: Állandóan nagy 

felbontás még nagy mérőfe-
lületeknél is. Az új optikai 
mérőrendszer egyebek között 
sikeresen használható az 
alábbi esetekben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 /
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok mérése. A felhasználók
értékelik a MarSurf sorozat 
megbízható mérőrendszereit, 
amelyek mennyiségi, visz-
szavezethető 3D-s jellemző 
értékeket szállítanak számta-
lan iparág számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf WI 50
• Interferometrikus mérőfej 

– HDR kamera (2 MP vagy 5 MP)
– 4 tárhelyes objektívrevolver 

felismeréssel
• L állvány vezérlő elektronikával
• Motoros XY-asztal (50x50 mm) 

mérőléccel a minta pozicionálá-
sához és a képek összefűzéséhez 
(„stitching”)

• Motoros Z tengely (70 mm) 
mérőléccel 

• Mérőrendszer 24“ TFT monitorral

MŰSZAKI ADATOK

WI 50

Típus WI 50

Mérési elv Fehér fényű interferométer
Nagy teljesítményű LED (650 mm / fehér)

Felbontás max. 0,2 (nm), függőleges

Mérési sebesség 140 fps-ig

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178…

• Objektívek:
– 2,5x–100x, választhatóan

• MarSurf MSW az intuitív adat-
rögzítéshez

• MarSurf MfM a professzionális 
kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)
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ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MarSurf WI 100
Síkszerű 3D mérések

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési 
sz.

Típus Egyebek Tápfeszültség 
ellátás

Mérési elv Felbontás Mérési 
sebesség

6355002 WI 100 Ütközésérzékelő 
XYZ irányban

100 –240 V Fehér fényű 
interferométer

Nagy teljesítményű 
LED (650 mm / 

fehér)

max. 0,2 (nm), 
függőleges

140 fps-ig

6355005 WI 100 Ütközésérzékelő 
XYZ irányban

100 –240 V Fehér fényű 
interferométer

Nagy teljesítményű 
LED (650 mm / 

fehér)

max. 0,2 (nm), 
függőleges

140 fps-ig

TULAJDONSÁGOK

• Automatizálható high-end 
mérőrendszer

• A MarSurf WI 100 nagy teljesít-
ményű fehér fényű interferomé-
ter, amellyel a felületek három 
dimenzióban mérhetők és 
elemezhetők, ráadásul – érintés-
mentesen, anyagtól függetle-
nül és gyorsan. 

• A WI 100 high-end rendszer 
pontosan azokhoz a helyekhez 
jó mérési megoldás, ahol a 
szubnanométer méret is számít. 
A kutatáshoz és minőségbiztosí-
táshoz tervezett nagy pontossá-
gú mérőeszköz megbízható 3D 
mérési értékeket szállít, ráadásul 
gyorsan, egyszerűen és csak né-
hány lépésben. Felhasználóbarát 
koncepciójával és nagy mérési 
sebességével a készülék még tel-
jes felbontásnál is megbízhatóan 
rögzíti az érdességeket, egészen 
sima felületeknél is.

• A rendszer a különösen nagy 
volumenű problémákhoz XYZ 
irányba bővített működési tarto-
mánnyal rendelkezik: Egyszerűen 
működtesse az oldalsó állítást, 
amellyel a kiegészítő manuális 
Z tengely mozgatható, és mérje 
meg az XXL alkatrészeket. A 
„felhasználótól független és 
teljesen automatikus mérés vég-
rehajtása” opciót az különbözteti 
meg, hogy a felületmérő-rend-
szer egyszerűen és hatékonyan 
használható a minőségbiztosítás 
terén. 

Legfontosabb előnyei:

• Felhasználótól független széria-
mérések az automatizálási 
szoftvernek köszönhetően

• Nagy mérési sebesség, még teljes 
felbontásnál is

• A minden irányban elhelyezett 
ütközés érzékelőknek köszön-
hető biztonság a munkadarab 
és a mérőrendszer védelme 
érdekében

• Bővített működési tartomány 
XYZ irányban, max. 160 mm Z 
irányban

•  HD stitching: Állandóan nagy 
felbontás még nagy mérőfelüle-
teknél is

• Az új optikai mérőrendszer 
egyebek között sikeresen 
használható az alábbi esetek-
ben:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 /
25178 szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Mikrogeometria és rétegvastag-
ságok méréseA felhasználók 
értékelik a MarSurf sorozat 

megbízható mérőrendszereit, 
amelyek mennyiségi, visz-
szavezethető 3D-s jellemző 
értékeket szállítanak számta-
lan iparág számára.

• Szállítási terjedelem: MarSurf 
WI 100

• Interferometrikus mérőfej
– HDR kamera (2 MP vagy 5 MP)
– 4 tárhelyes objektívrevolver 

felismeréssel
• L állvány vezérlő elektronikával
• Motoros XY-asztal (100x100 

mm) mérőlécekkel a minta 
pozicionálásához és a képek 
összefűzéséhez („stitching”)

• Motoros Z tengely (70 mm) 
mérőlécekkel

• Kiegészítő manuális Z tengely 
(100 mm)

• Mérőrendszer 24“ TFT monitorral
• Objektívek:

– 2,5x–100x, választhatóan
• MarSurf MSW az intuitív adat-

rögzítéshez
• MarSurf ASW az automatizálás-

hoz (opcionális)
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázo-
láshoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)

WI 100 MarSurf
Felületmérő készülékek

Síkszerű 3D mérések
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MarSurf WI 100
Síkszerű 3D mérések

TARTOZÉKOK

Rendelési sz. Leírás Típus

6820431 MDS1 mélység beállító etalon Pt 0.2-0.4 μm, 1 μm, Kalibrálási bizonyítvány nélkül MDS 1

6820431DKS MDS1 mélység beállító etalon Pt 0.2-0.4 μm, 1 μm, DKD kalibrálási bizonyítvánnyal MDS 1

6820431KAL MDS1 mélység beállító etalon Pt 0.2-0.4 μm, 1 μm, Mahr kalibrálási bizonyítvánnyal MDS 1

6820430 MDS 9 mélységbeállító etalon (1/4/9 μm) kalibrálási bizonyítvány nélkül MDS 9

6820430DKS MDS 9 mélységbeállító etalon (1/4/9 μm) DKD kalibrálási bizonyítvánnyal MDS 9

6820430KAL MDS 9 mélységbeállító etalon (1/4/9 μm) Mahr kalibrálási bizonyítvánnyal MDS 9

6820901 MRS 1.5 érdesség etalon: Ra 0.2 μm kalibrálási bizonyítvány nélkül  MRS 1,5

6820901DKS MRS 1.5 érdesség etalon: Ra 0.2 μm DKD kalibrálási bizonyítvánnyal MRS 1,5

6820901KAL MRS 1.5 érdesség etalon: Ra 0.2 μm Mahr kalibrálási bizonyítvánnyal MRS 1,5

6820903 MRS 3 érdesség etalon: Ra 0.4 μm kalibrálási bizonyítvány nélkül  MRS 3

6820903DKS MRS 3 érdesség etalon: Ra 0.4 μm DKD kalibrálási bizonyítvánnyal  MRS 3

6820903KAL MRS 3 érdesség etalon: Ra 0.4 μm Mahr kalibrálási bizonyítvánnyal  MRS 3

9040597 Síklap etalon: 12 x 12 mm PTB-bizonyítvánnyal FtS

9040596 Síklap etalon: 12 x 12 mm bizonyítvány nélkül FtS

9040594 Hossz etalon (10/25/100/250/1000/2500 μm) bizonyítvány nélkül  LS

9040595 Hossz etalon (10/25/100/250/1000/2500 μm) PTB-bizonyítvánnyal (25/100 μm)  LS
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Masszív kivitel

az optimális mérési eredményért / 
a stabilitásért

X és Y tengelyek 

különböző méretben 
elérhetők

Pontszenzorok 

0,1 és 10ɸmm közötti függőleges 
méréstartománnyal rendelkező 
szenzorok alkalmazástól függően 
és nagy függőleges felbontás 
optimalizált jel-zaj aránnyalɸ

Optikai 3D profilgeometria | MarSurf CP /CL select 

Rugalmas 3D profilométer 
a minőségellenőrzéshez 

A MarSurf CP /CL select 3D profilométer jól bevált 
megoldás a topográfia, a vonal érdesség, a magasság-
profil vagy a rétegvastagság termelési folyamat közben 
történő mérésében. Moduláris felépítése és a különböző 
szenzorok kombinálhatósága lehetővé teszi a számos 
mérési feladathoz való alkalmazkodást. A finombeállí-
tással rendelkező manuális Z állító nagy kezelési
kényelmet biztosít. Alternatívaként a Z tengely motoros
állítása is elérhető. A gránit alap és az első osztályú 
komponensek használata garantálja a mérések nagy 
ismétlési pontosságát. Ezen kívül a nagy és nehéz
minták mérése is probléma nélkül lehetséges.

MarSurf | Felületmérő készülékek
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,ídTortálok

minden méretben 
egyedileg konfigurálható

Áttekintő kamera 

a mérések rugalmas 
betanításához

Többszenzoros felépítés

pl. érdesség és kontúrok 
milliméteres tartományban 
történő méréséhez

Mérési tartomány bővítése 

nagyfelületű tartományoknál és
struktúramagasságoknál a milliméteres 
tartományban. Tipikus mérési feladatok 
a síklapúság, a behajlás, a vonal érdes-
ség, a kontúr és magasságprofil mérése.

2D és 3D

2D és 3D paraméterek és 
struktúrák mérése

MarSurf | Felületmérő készülékek
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CP / CL select MarSurf
Felületmérő készülékek

3D-s profilometria

3D-s profilometria

LEÍRÁS

• Optikai 2D/3D profilometria
• A MarSurf CP és a MarSurf CL 

select optikai profilométerek, 
amelyekkel a felületek két és 
három dimenzióban mérhetők és 
elemezhetők – ráadásul érintés-
mentesen, anyagtól függetle-
nül és gyorsan.

•  A nagy mérőfelületek különlege-
sen gyors meghatározása és nagy 
mérési pontosság jellemzi őket. 

• A mérőrendszerek moduláris 
felépítésüknek köszönhetően 
különböző mérési feladatoknak 
és az automatizálással, a mérés 
kényelmével és a pontossággal 
szemben támasztott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
módosíthatók. A mérési feladattól 
függően a különböző szenzorok 
rugalmasan választhatók ki. A ten-
gelyrendszerek és a szoftvermodu-
lok egyedileg kombinálhatók. 

• A MarSurf CP és CL select teljesí-
tik az automatizálással, a mérés 
kényelemével és a pontossággal 
szemben támasztott egyedi kö-
vetelményeket, de még a teljesen 
automatizált mérési megoldásra 
vonatkozó követelményt is. 

• Nagy felületű 3D mérések
• Nagyon nagy mérési sebesség
• Felhasználótól független szériamé-

rések az automatizálási szoftver-
nek köszönhetően

• Kiváló élfelismerés
• Rétegvastagság mérés és áttetsző 

anyagok mérése
• Nagyobb magasság-méréstarto-

mány nagy munkatávolsággal
• Robusztus és megbízható
• Kezelőbarát koncepció
• A bevált optikai mérőrendszer 

egyebek között sikeresen hasz-
nálható az alábbi esetekhez:

• Érdességmérés DIN EN ISO 4287 
szerint

• Topográfiamérés (pl. térfogatok, 
kopás, izotrópia)

• Makro- és mikrogeometriák 
mérése

• Síklapúság és egysíkúság (koplan-
aritás) meghatározása

• A felhasználók értékelik a MarSurf
CP és CL select sorozatok 
mérőrendszereinek megbízható 
mérőrendszereit, amelyek meny-
nyiségileg nyomonkövethető 
2D-s/3D-s jellemző értékeket 
szállítanak számtalan iparág
számára.

• Szállítási terjedelem:
• MarSurf CP select
• kromatikus pontérzékelők választ-

hatóan
• Portálszerkezet vezérlő elektroni-

kával, kivitel választhatóan
• Motorikus XYZ asztal különböző 

változatokban választhatóan

MŰSZAKI ADATOK

CP select

Típus CP / CL select

Mérési elv Kromatikus konfokális

Mérési sebesség 4 kHz

Jellemző értékek ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178,…

• Ipari számítógép 24“ TFT moni-
torral

• Rezgéscsillapítás választhatóan
• Áttekintő kamera választhatóan
• MarSurf MSW az intuitív adatrög-

zítéshez
• MarSurf ASW az automatizáláshoz 

(opcionális)
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázolás-
hoz és jegyzőkönyvkészítéshez
(Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)

• MarSurf CL select
• kromatikus sorérzékelők választha-

tóan
• Portálszerkezet vezérlő elektroni-

kával, kivitel választhatóan
• Motorikus XYZ asztal különböző 

változatokban választhatóan
• Ipari számítógép 24“ TFT moni-

torral
• Rezgéscsillapítás választhatóan
• Áttekintő kamera választhatóan
• MarSurf MSW az intuitív adatrög-

zítéshez
• MarSurf ASW az automatizáláshoz 

(opcionális)
• MarSurf MfM a professzionális 

kiértékeléshez, grafikus ábrázolás-
hoz és jegyzőkönyvkészítéshez

•  (Standard, Extended, Premium 
verzió választhatóan)
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MarSurf CP select

ALKALMAZÁSOK

Gépgyártás 
Érdesség, geometria és kopási mennyiség minősítése és 
számszerűsítése 

Elektronika és félvezetők 
Alkatrészvizsgálat a nanométer alatti tartományig a 
hibamentes termékekért 

Orvostechnika 
Orvostechnikai felületek minőségbiztosítása a 
termelésben és a laboratóriumban 

Anyagtudomány 
Új felületek és termékek funkcionális jellemzőinek 
optimalizálása 

Mikrorendszer technológia 
A legkisebb alkatrészek komplex felületgeometriáinak 
nanométer pontosságú mérése

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  



Szerszámtechnológia

• Vágó- és marószerszámok
• Borotvapengék
• Csiszolópapírok
• Bevonatok
• Mikroszerszámok

Energetikai technológia

• Napelemek
• Üzemanyagcellák
• Akkumulátorok
• Sebességváltók és 

turbinák

Elektronika és félvezetők

• BGA
• MEMS
• Nagy teljesítményű 

elektronika
• Mikroelektronika
• Mikroviák
• Hibrid technológia
• Nyomtatott áramköri 

lapok és pályák

Autóipar

• Hajtóművek
• Karosszéria
• Belső tér
• Elektronika
• Üveg alkatrészek
• Festés

Mikrorendszerek

• MEMS
• LED
• Nagy teljesítményű 

elektronika
• BGA
• Mikrooptika

Nyomdaipar és 
biztonságtechnika

• Nyomdahengerek
• Nyomtatólemezek
• Papírsziták
• Bankjegyek
• Biztonsági jellemzők
• Művészeti tárgyak
• Chipkártyák

Optika

• Lencsék
• Lapos optikák
• Szabad alakok
• Aszférák
• Lézer- és röntgentükrök

MarSurf 3D Felületi metrológia - Iparágak

Orvostechnika

• Implantátumok
• Mikrofluidika
• Érzékelők
• Sztentek
• Mikrotomok
• Intelligens anyagok
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MarVision | Optikai mérőkészülékek

Manapság minden iparágban gyökeres változáson megy át a gyártásközi minőségel-
lenőrzés: A munkadarabokat gyorsabban, pontosabban és egyúttal költségkímélő 
módon kell megmérni. Ehhez járul hozzá a Mahr korszerű mérőmikroszkóp-koncepciója.
Segítségével az alkatrészek kontúrjai, távolságai, szögei, sugarai és alak- és helyzetjel-
lemzői gyorsan, gyártásközi környezetben, érintés nélküli vizsgálhatók. A megfelelő 
zoom beállításokkal még a legkisebb alkatrészek is nagyon pontosan mérhetők. A 
Mahr mérőmikroszkópokat szinte minden iparágban alkalmazzák és a pontos mérési 
eredmények mellett figyelemre méltó az árérték arányuk.
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MarVision MM 420 484

MarVision MM 420 CNC 488

Tartozékok mérőmikroszkópokhoz

MarVision 220 készlet 2/1 / 220 készlet 2/2 / 220 készlet 2/3 490
Fogazott sín készlet 

MarVision 109 P / 109 Pst / 109 PS 491
Mini precíziós satuk készletben
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MarVision | 3Ttikai mérőkészülékek
1̝hely ZiHeʬ 
MM ��� mérőmikroszkóT

*inom állítás

finom ToziGionʛlʛshoz

masszív alaT 

grʛnitFʬl

Gyorsállítás

a nagy tʛZolsʛgok 
gyors ʛthiHalʛsʛhoz

0E( átvilágítás

�oTGionʛlis teleGentrikYs 
ʛtZilʛgítʛs a forgʛsszim-
metrikYs alkatrészek éles 
lekéTezéséhez


��fokozatʱ
2avitar zoom objektívvel 

��� és ����szörös nagyítʛs

0E(�es kʯrfény�negyeHek 

�oTGionʛlisan koa\iʛlis rʛZilʛ-
gítʛs az egyszín̝ felületek 
oTtimʛlis megZilʛgítʛsʛhoz


motoros 2avitar 
zoom objektív

7zorító

Magasságállítás

�finom � HYrZa� két olHalon 
elhelyezZe
 az érzékeny fʬkY-
szʛlʛshoz

7tabil > oszloTok

���ɸmm ʛllítʛsi ʱt �oTGionʛlisan 
���ɸmm�rel meghosszaFFíthatʬ 
mérőrenHszerrel is
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Bildausschnitt in mmVergrößerung auf Monitor * Circa Werte (mm x mm = mm2)

Bestell-Nr. Vergrößerung

4247020 320 v0,5 0,5-fach

4247021 320 v0,75 0,75-fach

4247022 320 v1,5 1,5-fach

4247023 320 v2,0 2,0-fach

TECHNISCHE DATEN VORSATZLINSEN

Vergrößerung / Bildausschnitte

TV Adapter Vorsatzlinse
0,7x
 /

1,0x
 /

2,0x
 /

3,0x
 /

4,0x
 /

4,5x
 /

0,67 — 23 / 14,3 34 / 10,3 67 / 5,4 101 / 3,6 134 / 2,5 151 / 2,2

0,67 0,5 12 / 28,7 17 / 20,6 34 / 10,7 50 / 7,2 67 / 5,1 75 / 4,5

0,67 0,75 18 / 21,5 25 / 15,4 50 / 8,1 75 / 5,4 101 / 3,8 113 / 3,4

0,67 1,5 35 / 10,7 50 / 7,7 101 / 4,0 151 / 2,7 201 / 1,9 226 / 1,7

0,67 2,0 47 / 7,2 67 / 5,1 134 / 2,7 201 / 1,8 268 / 1,3 302 / 1,1

1,0 — 35 / 9,6 49 / 6,9 94 / 3,6 141 / 2,4 200 / 1,7 225 / 1,5

1,0 0,5 18 / 19,2 25 / 13,8 47 / 7,2 71 / 4,8 100 / 3,4 113 / 3,0

1,0 0,75 26 / 14,4 37 / 10,4 71 / 5,4 106 / 3,6 150 / 2,6 169 / 2,3

1,0 1,5 53 / 7,2 75 / 5,2 150 / 2,7 225 / 1,8 300 / 1,3 338 / 1,1

1,0 2,0 70 / 4,8 98 / 3,5 188 / 1,8 282 / 1,2 400 / 0,9 450 / 0,8

Zoom-Vergrößerung*

Konfiguráció optika

MarVision MM 420 / MM 420 CNC

2avitar
>oom objektív

���\ és ���\ kʯzʯtt

8: adaTter�

1,0x
�7tanHarH


��� v előtétlencsék

0,67x
���� tZ����


� kérNük� hogy megrenHeléskor aHNa meg a konfigYrʛGiʬt
�� )lőtétlenGse ���\ Gsak igény szerint 11 ��� '2' készüléknél

2avitar zoom 
objektív Motoros

���\ ���\����\ ���\��

2avitar zoom 
objektív Motoros 
automatikus 
fókuszálással 
�Gsak 11 ��� 
'2'�hez


ELŐTÉTLENCSÉK MŰSZAKI ADATAI
Rendelési sz. Nagyítás

4247020  320 v0,5 0,5-szörös

4247021  320 v0,75 0,75-szörös

4247022  320 v1,5 1,5-szörös

4247023  320 v2,0 2,0-szeres

Nagyítás / képmetszetek

Zoom nagyítás*

TV adapter             Előtétlencse

Nagyítás monitorra Képmetszet mm-ben * Kb. értékek (mm x mm = mm2)
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MM 420 MarVision
Optikai mérőkészülékek

Műhelymikroszkóp

Rendelési sz. 4247600 4247601 4247602 4247603

Típus MM 420

X/Y méréstartomány mm-ben mm 100 / 100 200 / 100 250 / 170 400 / 250

Asztalméret mm-ben mm 270 x 210 370 x 210 420 x 280 600 x 480

Maximális asztalterhelés kg 20

Mérőrendszer beépített inkrementális mérőléc

Mérőrendszer – felbontás 
mm-ben

mm 0,001

Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben µm 1,9 + (L/100) 3,9 + (L/100)

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben µm 2,9 + (L/100) 4,9 + (L/100)

Nagyítás 35–225x

Munkadarab max. magassága mm 115 290

Munkadarab max. magassága / 
0,5-szörös

mm 20 200

Munkadarab max. magassága 
koax.-szal

mm 115 260

200 hosszabbító Z-n mm 315

200 hosszabbítás Z-n / 0,5-szörös mm 220

Világítás LED-es felső- és átmenő fény, szabályozható

Energiaellátás: 230 V / 50 Hz

Méretek Ma x Szé x Mé mm-ben mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 700 x 600 800 x 1000 x 900

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Geometriai elemek (pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.) 
mérése és meghatározása automatikus él felismeréssel, pl. stancolt és 
hajlított részeken, műanyag részeken és elektronikai áramkörökön.

TULAJDONSÁGOK

Mérőmikroszkóp

• Beépített színes kamera
• Zoom objektív, opcionálisan 

motorikus
• LED-es körfény: 1 gyűrű és 4 

szegmens egyenként kapcsolható
és tompítható

• LED-es átvilágítás: tompítható
• Masszív alap kemény gránitból
• Stabil acél keresztasztal, precíziós 

csapágyakon megvezetve
• Tengelyek gyors és finomállítása
• Kiváló mérési pontosság és 

megbízhatóság az optikai 
inkrementális mérőrendszernek 
köszönhetően

• Lézermutató a pozíció meghatá-
rozásához

• M3 szoftver kezelő- és kijelző 
egység érintőképernyős PC-vel

• 23”-os érintőképernyő 
billentyűzettel és egérrel

• Windows 10 Pro operációs 
rendszerrel, így további szoftver 
telepítése lehetséges

• Kezelés Multi-Touch képernyővel 
vagy egérrel / billentyűzettel

• nagy videó kép
• Névleges / tényleges értékek 

kiértékelése tűréshatár-
megadással

• Jegyzőkönyv nyomtatása 
céglogóval

• grafikus ábrázolás méretezéssel
• automatikus él felismerés 

kontrasztszegény daraboknál is
• Összefűzés
• Statisztika
• Szállítási terjedelem:

M3 szoftver érintőképernyős 
PC-vel, Ütköző, szabvány 
220 as, Kezelési útmutató, 
Mahr kalibrálási jegyzőkönyv

MarVision MM 420
Műhelymikroszkóp



220 dk

220 sp

220 p

MM 420 CNC

320 v0,5 320 v7,5 320 v1,5 320 v2,0
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Rendelési sz. Leírás Típus

4246114 Opció: DXF-fájl bekötése M3 szoftverhez

4247027 Opció: TV-adapter, 0,67-szeres (1,0x helyett) 320 tv0,67

4247028 Opció: Navitar zoom 6,5:1, motoros 320 zmo

4247029 Opció: Navitar zoom 6,5:1, motoros, koax fénnyel 320 zmk

4247050 Opció: telecentrikus átvilágítás forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére 200 ld

4245300 Opció: koaxiális LED-rávilágítás zoom objektívhez 320 kaz

4246050 Opció: Z tengely mérőrendszerrel 320 zm

4246051 Opció: Z tengely, meghosszabbított 200 mm-rel 320 Zv

4246052 Opció: Z tengely 200 mm-rel meghosszabbítva, mérőrendszerrel 320 zvm

4247020 Előtétlencse, 0,5-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v0,5

4247021 Előtétlencse, 0,75-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v0,75

4247022 Előtétlencse, 1,5-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v1,5

4247023 Előtétlencse, 2,0-szeres (csak Navitar objektívhez) 320 v2

4246801 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (mérőasztalok 100x100 mm, 200x100 mm) 220 p

4246802 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 100x100 mm, 200x100 mm) 220 sp

4246806 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 200x100 mm)

220 sps

4246920 Forgatható üveglemez, D = 100 mm (mérőasztal, 200 x 100 mm) 200 dk

4246821 90 fokos ütköző MM 220-hoz / MM320-hoz 220 as90

4246901 Kalibráló etalon körökkel, kalibrálási bizonyítvánnyal 320 nkz

4246071 Porvédő zsák mérőasztalokhoz 100x100 és 200x100 mm

4246115 M3 szoftver frissítése V1 verzióról V2 verzióra

4246116 DXF és profiling csomag opció MM420-hoz

4246117 Upgrade from DXF to profiling for MM420 / MM420-CNC

4246118 Opció: menetmérés MM420-hoz

4246119 Opció: kábelszigetelés-mérés MM420-hoz

4246831 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (mérőasztal 250 x 170 mm) 220 p

4246833 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 250x170 mm) 220 sp

4246807 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 250x170 mm)

220 sps

4246921 Forgatható üveglemez, D=100 mm (mérőasztal 250 x 170 mm) 200 dg

4246072 Porvédő zsák mérőasztalhoz 250 x 170 mm

4246054 Opció: mérőrendszer meghosszabbított Z tengelyhez (350mm) 320 zvl

4246832 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (400 x 250 mm mérőasztal) 220 p

4246834 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 400x250 mm) 220 sp

4246808 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 400x250 mm)

220 sps

4246922 Forgatható üveglemez, Ø=100 mm (400x250 mm mérőasztal) 200 db

4246073 Porvédő zsák mérőasztalhoz 400x250 mm

MarVision MM 420

TARTOZÉKOK

Műhelymikroszkóp
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MM 420 CNC MarVision
Optikai mérőkészülékek

Műhelymikroszkóp

Rendelési sz. 4247701 4247702 4247703

Típus MM 420 CNC

X/Y méréstartomány mm-ben mm 200 / 100 250 / 170 400 / 250

Asztalméret mm-ben mm 370 x 210 420 x 280 600 x 480 x 200

Maximális asztalterhelés kg 20

Mérőrendszer beépített inkrementális mérőléc

Mérőrendszer – felbontás mm-
ben

mm 0,001

Mérőrendszer - E1 X/Y µm-ben µm 1,9 + (L/100) 3,9 + (L/100)

Mérőrendszer - E2 XY µm-ben µm 2,9 + (L/100) 4,9 + (L/100)

Nagyítás 35–225x

Munkadarab max. magassága mm 200

Munkadarab max. magassága / 
0,5-szörös

mm 110

Munkadarab max. magassága 
koax.-szal

mm 200

Munkadarab max. magassága 
koax.-szal / 0,5-szörös

mm 110

Világítás LED-es felső- és átmenő fény, szabályozható

Energiaellátás: 230 V / 50 Hz

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

• Geometriai elemek (pont, egyenes, kör, távolság, metszéspont stb.) 
mérése és meghatározása automatikus él felismeréssel, pl. stancolt és 
hajlított részeken, műanyag részeken és elektronikai áramkörökön.

TULAJDONSÁGOK

Mérőmikroszkóp

• Háromtengelyes CNC-vezérlés 
szervomotorral és botkormánnyal

• Tengelymozgás vezérlése és 
sebesség szabályozása botkor-
mánnyal

• Beépített színes kamera
• Zoom objektív, mechanikus és 

motorikus
• LED-es körfény: 1 gyűrű és 4 

szegmens egyenként kapcsolható
és tompítható

• LED-es átvilágítás: tompítható
• Masszív alap kemény gránitból
• Stabil acél keresztasztal, precíziós 

csapágyazással
• Kiváló mérési pontosság és 

megbízhatóság az optikai 
inkrementális mérőrendszernek 
köszönhetően

Lézermutató a pozíció meg-
határozásához M3 szoftver 
kezelő- és kijelző egység 
érintőképernyős PC-vel

• 23”-os érintőképernyő billenty-
űzettel és egérrel

• Windows 10 Pro rendszerrel, 
így további szoftver telepítése 
lehetséges

• Kezelés Multi-Touch képernyővel 
vagy egérrel / billentyűzettel

• Nagy videó kép
• Előírt / tényleges értékek 

kiértékelése tűréshatár adatokkal
• Jegyzőkönyv nyomtatása 

céglogóval
• Grafikus megjelenítés 

méretezéssel
• Automatikus él felismerés 

kontrasztszegény daraboknál is
• Összefűzés
• Statisztika
• Szállítási terjedelem:

M3 szoftver érintőképernyős 
Mahr kalibrálási jegyzőkönyv

MarVision MM 420 CNC
Műhelymikroszkóp
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Rendelési sz. Leírás Típus

4246114 Opció: DXF-fájl bekötése M3 szoftverhez

4247027 Opció: TV-adapter, 0,67-szeres (1,0x helyett) 320 tv0,67

4247050 Opció: telecentrikus átvilágítás forgásszimmetrikus alkatrészek mérésére 200 ld

4245302 Opció: koaxiális LED felsőfény zoom objektívhez 320 kac

4247020 Előtétlencse, 0,5-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v0,5

4247021 Előtétlencse, 0,75-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v0,75

4247022 Előtétlencse, 1,5-szörös (csak Navitar objektívhez) 320 v1,5

4247023 Előtétlencse, 2,0-szeres (csak Navitar objektívhez) 320 v2

4246801 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (mérőasztalok 100x100 mm, 200x100 mm) 220 p

4246802 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 100x100 mm, 200x100 mm) 220 sp

4246806 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 200x100 mm)

220 sps

4246920 Forgatható üveglemez, D = 100 mm (mérőasztal, 200 x 100 mm) 200 dk

4246821 90 fokos ütköző MM 220-hoz / MM320-hoz 220 as90

4246901 Kalibráló etalon körökkel, kalibrálási bizonyítvánnyal 320 nkz

4246071 Porvédő zsák mérőasztalokhoz 100x100 és 200x100 mm

4246834 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 400x250 mm) 220 sp

4246831 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (mérőasztal 250 x 170 mm) 220 p

4246833 Befogó csúcsszán, Pár, csúcsmagasság 40 mm (mérőasztal 250x170 mm) 220 sp

4246807 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 250x170 mm)

220 sps

4246121 M3 szoftver frissítése V2 verzióról V3-ra

4247040 Opció: 3D tapintó mérőrendszer TP20, tapintó L=20 mm, golyó átmérője 2 mm

4247041 Kalibrációs etalon, golyó Ø 20 mm és beállító gyűrű Ø 10 mm

4246072 Porvédő zsák mérőasztalhoz 250 x 170 mm

4246922 Forgatható üveglemez, Ø=100 mm (400x250 mm mérőasztal) 200 db

4246832 Prizmák, Pár, 5–55 mm átmérőhöz (400 x 250 mm mérőasztal) 220 p

4246808 Befogó csúcsszán, billenthető, Pár, csúcsmagasság 50 mm, csúcsszélesség 130 mm 
(mérőasztal 400x250 mm)

220 sps

4246073 Porvédő zsák mérőasztalhoz 400x250 mm

MarVision MM 420 CNC

TARTOZÉKOK

Műhelymikroszkóp
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MarVision 220 Set 2/1 / 220 Set 2/2 / 220 Set 2/3

220 Set 2/1|220 Set 2/2|220 Set 2/3 MarVision
Optikai mérőkészülékek
Set of rack rails for measuring range 200 x 
100 mm 

Set of rack rails for measuring range 250 x 
170 mm 
Set of rack rails for measuring range 400 x 
250 mm

Rendelési sz. Típus Készlet tartalma

4246851 220 Set 2/1 Fogas sínek 200 x 100 mm méréstartományhoz

4246852 220 Set 2/2 Fogas sínek 250 x 170 mm méréstartományhoz

4246853 220 Set 2/3 Fogas sínek 400 x 200 mm méréstartományhoz

Rendelési sz. Leírás Típus

4246850 Befogóelemek faládában 220 Set 1

4246854 Prizmás felfekvések, pofás tokmány és szegnyereg 220 Set 3

4246855 Forgó-billenő befogó, pofás tokmány és fogas sínek nélkül 220 ds

4246856 Precíziós központosító tokmány 0–3 mm-hez, forgó-billenő befogóhoz 220 ds 220 pb03

4246857 Precíziós központosító tokmány 0-6,5 mm-hez, forgó-billenő befogóhoz 220 ds 220 pb065

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Munkadarabok befogásához mérőmikroszkópon

TULAJDONSÁGOK

Befogóelemek

TARTOZÉKOK

Állványsínkészlet 200 x 100 mm mérési tartományhoz 
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109 P|109 Pst|109 PS MarVision
Optikai mérőkészülékek
Satu 15 mm pofaszélességgel
Satu 25 mm pofaszélességgel

Satu 35 mm pofaszélességgel
Állvány satuhoz, 15 mm-es pofas-
zélességgel
Állvány satuhoz, 25 mm-es pofas-

zélességgel
Állvány satuhoz, 35 mm-es pofas-
zélességgel
Mini precíziós satuk készletben

Rendelési sz. Típus Készlet tartalma

4246810 109 P Mini satu, pofaszélesség 15 mm

4246811 109 P Mini satu, pofaszélesség 25 mm

4246812 109 P Mini satu, pofaszélesség 35 mm

4246813 109 Pst Állvány satuhoz, 15 mm pofaszélesség

4246814 109 Pst Állvány satuhoz, 25 mm pofaszélesség

4246815 109 Pst Állvány satuhoz, 35 mm pofaszélesség

4246816 109 PS Mini satuk, 15 es 25 mm pofaszélességek

4246817 109 PS Mini satuk, 25 és 35 mm pofaszélességek

4246818 109 PS Mini satuk, pofaszélesség 15 / 25 / 35 mm, 
állvánnyal és befogóprizmákkal

4246819 109 PS Mini satuk, pofaszélesség 15 / 25 / 35 mm, állvánnyal és 
befogóprizmákkal, valamint mini részegységekkel

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazás:

Kis munkadarabok befogásához 
mérőmikroszkópon

TULAJDONSÁGOK

• Keménykrómozott kivitel 
(pofaszélesség 15 mm), ill. 
eloxált

• Cserélhető szorítópofák 
rozsdamentes, edzett acélból 
és műanyagból

MarVision 109 P / 109 Pst / 109 PS
Satu 15 mm pofaszélességgel
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MarOpto | Mérő készülékek az optikai ipar számára

A méréstechnika feladatai a gyártási folyamatokban megjelenő innovációkkal együtt 
változnak. A pontossággal szemben egyre növekvő követelmények és az egyre csökkenő
ütemidők miatt napjainkban a közvetlenül a gyártógépnél végzett gyors mérés 
elkerülhetetlen. A selejt keletkezésének elkerülése érdekében a MarOptoval ott mérje 
a lencséket, az aszférikus elemeket és szabadalakokat, ahol a termék keletkezik és 
biztosítsa a gyártási folyamatra vonatkozó gyorsabb visszajelzést.



493MarOpto | Mérő készülékek az optikai ipar számára

A MarOpto termékekkel kapcsolatos aktuális információk honlapunkon találhatók:
www.mahr.com

Referencia alakvizsgálók áttekintése 494 
Alakmérő készülékek és mérőkészülékek az optikai iparhoz

MarOpto MFU 200-3D 496
Nagy pontosságú 3D mérőállomás

MarSurf LD 260 Aspheric 2D és 3D 502
Aszférikus mérőállomás

MarSurf UD 130 Aspheric 2D 503
Aszférikus mérőállomás

MarOpto FI 1040 Z 504
Fizeau interferométer

MarOpto FI 1100 Z 505
Fizeau interferométer

MarOpto MT 100 505
Mérőtornyok
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A MarOpto MFU 200-3D egy univerzális gép az optikák kontúrjának, érdességé-
nek, tengelyeltolódásának, koncentricitásának és dőlési hibáinak mérésére egy 
befogással. Ezáltal különösen alkalmas gömbök, aszférák, hengeres lencsék és 
szabadformák mérésére. A mérések automatizáltak, gyorsak és gyártásközeliek 
�D-ben és 3D-ben. Az optikai és tapintó tapintókarok egyedülálló kombinációjá-
nak köszönhetően az alkatrész egyik referenciafelülete használható a többi felü-
let alakjának és helyzetének meghatározásához. A bevált Mahr szoftverplatform, 
a MarWin biztosítja az alapot az optika változatos, modulárisan adaptált kiérté-
kelési lehetőségeihez. Ehhez mostantól az AnyShape szoftvercsomag is rendel-
kezésre áll.

A csillapítással ellátott mérőkabin miatt gyártásközeli mérés lehetséges 

Pontosság a dinamikus valós idejű kompenzáció révén 
(mérési bizonytalanság   100 nm ?PVA)

Referenciarendszer magán az alkatrészen optikai és tapintásérzékelők 
kombinációja révén 

Rugalmasság az akár 45q-os mérési szögek miatt

Szabványnak megfelelő értékelés az IS3 10110-5 szabvány szerint 

Univerzális a különböző mérési feladatok egy gépen történő 
automatizálása révén

Fokozott termelékenység a magas hőmérsékleti stabilitásnak köszönhető 
minimális kalibrálási igény által

% felhasználók a kʯvetkező előnyʯket élvezhetik:

6ʯvidebb mérési idők

Az új gyorsbefogó eszköz lehetővé 
teszi a mérési tárgyhoz való egyéni 
alkalmazkodást.

Mahr | Metrológia az optikai gyártásban

M*9 �����( � % gyártáshoz kaTcsolódó �( mérőállomás Ɓ 
ultraprecíz és univerzális
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Maximális átmérő

6ugalmas multi�szenzoros 
technológia

A motorizált tapintó rugalmasan mér, felváltva 
a tapintókarral, vagy az optikai szenzorral.

%utomatizált mérési sorrend

A motoros központozás és billentés 
kiküszöböli a felhasználói beavatkozás 
szükségességét, és így biztosítja a folyamat 
stabilitását.

Egyedʳlálló Tontosság

A Mar3pto MFU �00-3D a legpontosabb 
polárkoordináta-mérőgép a nm-es 
tartományban az optikai alkatrészekhez.

0egmegbízhatóbb ismételhetőség

A továbbfejlesztett hajtások biztosítják a 
legnagyobb ismételhetőséget a pozícionálási 
tartományban.

Mérhető növekedés, akár

45 q

Körkörösség eltérésZajszám

forgásszimmetrikus részekre

Mahr | Metrológia az optikai gyártásban

X-tengely

180 mm

Mérési bizonytalanság

100 nm PV

20 nm<5 nm<

<
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Nagy pontosságú 3D mérőállomás szférikus, aszférikus elemekhez és szabadalakokhoz

MarOpto MFU 200-3D

MŰSZAKI ADATOK

TARTOZÉKOK

5440472

5440474

5440470

5440473

5440468 

MEGNEVEZÉS

• A MarOpto MFU 200-3D
univerzális, nagy pontosságú 
mérőgép, amelyet a szférikus 
és aszférikus elemek, 
szabadalakok és különleges 
optikák automatikus mérésére 
terveztek, és amelyet a Mahr 
az optikai komponensek gyors 
és gyártásközeli 2D-s és 3D-s 
vizsgálatára fejlesztett ki

Pontosság
• 100 nm-nél kisebb PV mérési 

bizonytalansággal a mérőeszköz 
ideálisan illeszkedik az Ön folya-
matoptimalizálási igényéhez.

Rugalmasság
• A MarOpto MFU 200-3D

képes a felületek optikai és ta-
pintásos mérésére. Az optikai 
méréshez egy interferometria 
elvén működő pontérzékelő
használatos. A tapintásos 
méréshez a tapintókarok széles 
választéka áll rendelkezésre. A 
forgásszimmetrikus objektumok 
ezekkel 45° meredekségig, a 
tengelyen kívüli és szabadalakok 
28°-ig mérhetők.

Rend. sz. 5440581

Típus MarOpto MFU 200-3D

Monitor 19”-os TFT monitor (érintőképernyő)

Kézi vezérlő pult MCP 12

Motoros mérőtapintó T7W

Optikai mérőtapintó IPS

Tapintókar 90° derékszögű, rubingolyó Ø 3 mm, optikai szenzor csatlakozóval

Osztáshiba C/Z/X tengely osztáshibája bemérve

Kalibráló készlet és befogóe-
szköz készlet, Basis

beleértve 

MarOpto MFU 200-3D Asphe-
ric szoftvercsomagot 

beleértve

MarOpto MFU 200-3D Anysha-
pe szoftveropciót

Opció

Rend. sz. Megnevezés

5440468 Hidraulikus tokmány, Ø 25 mm, gyorsbefogó rendszerhez

5440471 Hárompofás tokmány gyorsbefogó rendszerhez 

5440472 Satu gyorsbefogó rendszerhez 

5440473 Rögzítőlemez gyorsbefogó rendszerhez 

5440474 Szerelőlap 

3028108 Csökkentő hüvely hidraulikus tokmányhoz, 25 mm-ről 12 mm-re 

9058047 Befogóeszköz lencsékhez, 200 mm

Befogóeszköz-készlet

Univerzálisan minden használati 
célra kifejlesztve - a koncepciónak 
köszönhetően Ön az alkatrészek 
széles skálája esetén is jól fel van 
szerelve. 
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További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

Nagy pontosságú 3D mérőállomás szférikus, aszférikus elemekhez és szabadalakokhoz

MarOpto MFU 200-3D

Előnyök az Ön részére:

• Automatikus döntés és központosítás - a mérendő tárgyak felhasználótól 
független pozicionálása, központosítása és beállítása 

• Aktív követés - ismeretlen geometriák automatikus mérése; a szenzor 
(optikai és tapintó) a gép szabályozásával automatikusan követi a felületet 

• Tapintókombináció - optikai szenzorok és tapintásos tapintók kombinációja 
egy tapintórendszerben; térben (360°) mozgatható 

• A gyártási folyamatban (csiszolás / polírozás) alkalmazott zárt hurkú 
integráció ideális megoldás a transzmisszív optikákhoz (dőlési és 
központosítási hiba meghatározáshoz)

MÉRÉSI FELADATOK ÉS SZOFTVER
Rugalmas mérési feladatok egy gépben

• Alak
• Kontúr 
• Érdesség
• Optikák tengelyeltolása 
• Radiális ütés hiba 
• Optikák dőlési és központosítási hibája

SZOFTVER
Speciális szoftvercsomag az Ön igényeihez

• SW AsphericLib a szférikus és aszférikus elemek méréséhez és kiértékeléséhez
• SW Anyshape, a jövő eszköze - szabadalakok méréséhez és kiértékeléséhez
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A MarSurf LD ��0 Aspheric mérőállomás egy nagy pontosságú �D / 3D felületmérő 
állomás a szférikus elemek, aszférikus elemek és optikai komponensek kontúrméré-
séhez. Ellenőrizze és korrigálja a zárt hurkú üzem egyes gyártási lépéseit. A jól bevált 
MarWin szoftverplatform az Aspheric Lib segítségével biztosítja a rugalmas kiértéke-
lés alapját.

Zárt hurok Ɓ a különbségprofil kiadása a 
megmunkáló gép korrekciójához

A felület ellenőrzése az első megmunkálási 
lépésekben

Kezelői koncepció a gyártásközi ellenőrzéshez

A tapintási erő elektronikus szabályozása a 
különböző felhasználási esetekhez

% felhasználók az alábbi előnyʯkből Trofitálnak:

(iffraktív struktúrák mérése

Az alakeltérés, zónamagasság és 

zónatávolságok és egyebek meghatározása

Mahr | Méréstechnika az optika gyártásban

Kontúr� és felʳletmérő állomás gyártáshoz

MarSurf LD 260 Aspheric 2D / 3D

0P ( taTintókar bionikus kivitelben

Jobb dinamika és optimalizált felépítés, 

tapintókarcsere kalibrálás nélkül
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Max. Méréstartomány

*okozott rugalmasság

A különböző forgásszimmetrikus aszférikus 

elemek egy mérőrendszerrel mérhetők

&i�aszférikus elemek mérése

Az optikai lencsék egymáshoz viszonyítva 

mindkét oldalon mérhetők.

DIN ISO 10110

Kiértékelés DI2 IS3 10110-5 szerint

Max. Mérési sebességFüggőleges felbontás

Mahr | Méréstechnika az optika gyártásban

X tengely

260mm

�D alakhiba

100 nm

10 mm/s0,8 nm

Ƶ
3D alakhiba

200 nmƵ
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Szoftver | MarOpto

,atékony szoftver
a lencsegyártás mérési feladataihoz

A Mahr a Mar3pto MFU �00-3D-vel nemcsak univerzális hardvert kínál, hanem a MarWin 
platformon alapuló, tökéletesen kompatibilis mérő- és kiértékelő szoftvert is az optikai 
ipar speciális alkalmazásaihoz. A szoftver felhasználói felülete áttekinthető és könnyen 
navigálható.

Az AsphericLib szoftvercsomag gömböket, aszférákat és rögzítőfelületeket mér és 
értékeli az eredményeket. A felhasználók a következő lehetőségeket vehetik igénybe:

• Automatizált �D és 3D mérés

• 2évleges geometriák meghatározása egy áttekinthető szoftverfelület segítségével

• A felület alaki eltérésének és a meredekségi hibának az IS3 10110-5 szab-
ványnak megfelelő grafikonon történő elemzése és megjelenítése

• Visszafejlesztés és szimuláció: Ismeretlen geometriák 
aszférikus együtthatóinak meghatározása

• Exportáljon profilokat szerszámgépek korrekciójához �.mod, �.txt, 
�.ascii, �.dat, �.xyz, �.zygo.dat, �.x3p fájlformátumokban.

• +eometriai adatok importálása a szerszámgépből

• Automatikusan létrehozza az IS3 10110-5 paraméterekkel rendelkező mérési jegyzőkönyveket

%sTheric0ib

Geometry 
of lens surface

AsphericLib

AnyShape

rotationally
symmetrical

circular

non-circular

asphere, sphere,
optical flat...

asphere, sphere,
optical flat...

cylinder lens,
toroid, off axis...

cylinder lens,
toroid, off axis...

Outer aperture of 
the lens (reference 
measurement)

non-rotationally
symmetrical
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Szoftver | MarOpto Alkalmazások | MarOpto

A következő mérési rutin az aszférák AsphericLib 
programmal történő vizsgálatához van megadva:

• Adja meg a célparamétereket (R, k, Ai)

• A próbatest automatikus igazítása

• A topográfia mérése körpályák segítségével

• Kiértékelés 3D differenciális topográfia-
ként és �D differenciálprofilként

• Kiértékelés az IS3 10110-5 szabvány szerint

• Információk a teljesítményről, szabály-
talanságról, RMSi, R0 stb..

A következő mérési rutin az AnyShape szabadformák 
teszteléséhez van megadva:

• +eometriai paraméterek megadása (tórusz, bikonikus, 
henger, tengelyen kívüli, szabad analitikus leírás)

• Mechanikus referenciapontok meghatározása

• A munkadarab pozíciójának kalibrálása a referenciapontok 
segítségével.

• A topográfia mérése körpályák segítségével

• Kiértékelés 3D differenciális topográfiaként 
(R, PV, RMS, meredekség)

• A centrálási hibák értékelése (optikai tengely mechanikus 
referenciákhoz képest)

%szférák mérése az %sTheric0ib 
segítségével

7zabadformák mérése %ny7haTe segítségével

A következő mérési rutin az AnyShape szabadformák 

+eometriai paraméterek megadása (tórusz, bikonikus, 

A munkadarab pozíciójának kalibrálása a referenciapontok 

A centrálási hibák értékelése (optikai tengely mechanikus 

Mintaalkalmazások 
optikai alkatrészek vizsgálatához

A Mar3pto MFU �00-3D szoftvercsomagjai lehetővé teszik az összes releváns optikai 
komponens optimális vizsgálatát a vonatkozó tulajdonságaik tekintetében. Lehetségesek 
például a következő mérési sorozatok:
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MarSurf LD 260 Aspheric 2D és 3D
Aszférikus mérőállomás

Típus MarSurf LD 260 2D-Aspheric MarSurf LD 260 3D-Aspheric

Felépítés

Kezelés

Mérőállvány ST 500 CNC/HZ ST 500 CNC/HZ/HB

Tapintó kar LP D 14-10-2/60
LP D 14-10-500

LP D 1100-10-500

LP D 14-10-2/20
LP D 14-10-500

Alakhiba ≤ 100 nm ≤ 200 nm

Felbontás 0,8 nm 0,8 nm

Kalibrációs készlet és 
szorítóeszköz készlet

beleértve beleértve

Szoftvercsomag MarOpto Aspheric beleértve beleértve

MŰSZAKI ADATOK

Mérőkabin
Vezérlőpanel és 19“-os TFT-monitor (érintőképernyő)

LD 260 Aspheric 2D und 3D MarSurf
Oberflächenmessgeräte

Asphärenmessplatz

LEÍRÁS

MarSurf LD 260. A lépés egy új 
dimenzióba

• A MarSurf LD 260 Aspheric egy 
nagy pontosságú 2D / 3D felület-
mérő állomás az optikai alkatrészek 
kontúrjának és érdességének 
jellemzésére. A MarWin a kezelő és 
kiértékelő szoftver.

A topográfia ellenőrzése az 
első megmunkálási lépésekben

• Az eltérések megfelelő időben 
történő felismerése, így nincsenek 
költséges utómunkák.

• Az eltérésprofil exportálása gép-
pel olvasható formátumban a 
megmunkáló gép vezérléséhez.

Megnövelt rugalmasság

• A különböző forgásszimmetrikus 
aszférikus elemek egy mérőrend-
szerrel mérhetők. Nem szükséges 
további befektetés.

• Nagy méréstartomány, 260 mm-
ig (400 mm-ig összefűzés 
opcióval)

• Maximális mérési sebesség és 
dinamika (10 mm/s-ig nagyobb 
lencséknél / 0,02 mm/s-ig mikro 
lencséknél)

• A tapintócsúcs szabad pozícionál-
hatósága

LP D tapintókar bionikus kivi-
telben

• A tapintórendszer tökéletesebb 
dinamikája a nagyobb merevség 
és csillapítás, valamint a kisebb 
tehetetlenségi nyomaték miatt:

 - A tapintórendszer teljes felépíté-
se optimalizált
 - Innovatív anyagkiválasztás

• Tapintókar integrált chippel:
 - a tapintókar felismeréséért és 
azonosításáért,
 - a tapintókar megfelelő felhelye-
zésének ellenőrzésére,
 - a tapintókar a korrekciós adato-
kat tárolja és átadja.

Eredményei megfelelőek

• A nagy pontosságú MarSurf LD 
130 / 260 az alapja a munkadara-
bok precíz mérésének. A 0,8 nm 
függőleges felbontás és a 100 nm-
nél kisebb alakeltérés garantálja az 
aszférikus tulajdonságok pontos 
visszaadását.

• Tapintókar csere ismételt kalibrá-
lás nélkül.

• Meredek oldalú optikák mérése 
lehetséges.
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MarSurf UD 130 Aspheric 2D
Aszférikus mérőállomás

Típus MarSurf UD 260 2D-Aspheric

Kezelés Vezérlőpanel és 24“ TFT monitor (munkaállomás)

Mérőállvány ST 500 CNC/HZ

Tapintó kar LP D 14-10-2/60
LP D 14-10-500

Alakhiba ≤ 300 nm

Felbontás 2 nm

Kalibrációs készlet és szorítóeszköz készlet beleértve

Szoftvercsomag MarOpto Aspheric beleértve

MŰSZAKI ADATOK

UD 130 Aspheric 2D MarSurf
Oberflächenmessgeräte

Asphärenmessplatz

LEÍRÁS

MarSurf UD 130. A lépés egy új 
dimenzióba

• A MarSurf UD 130 Aspheric egy 
nagyon pontos 2D-s felületmérő 
állomás az optikai alkatrészek 
kontúrjának és érdességének 
jellemzésére. A MarWin a kezelő 
és kiértékelő szoftver.

A kontúr ellenőrzése az első 
megmunkálási lépések során

• Az eltérések korai felismerése, így 
elkerülhető a költséges utómun-
ka.

• Az eltérési profil gépileg olvasha-
tó formátumban történő kiadása 
a megmunkálógép vezérléséhez.

Fokozott rugalmasság

• A különböző típusú, forgásszim-
metrikus aszférák egy mérő-
rendszerrel mérhetők. További 
beruházásokra nincs szükség.

• Mérési tartomány 130 mm-ig
• Nagy mérési sebesség és dinami-

ka (akár 5 mm/s a nagyméretű 
lencséknél / akár 0,1 mm/s a 
mikrolencséknél).

• A szonda hegyének szabad 
pozicionálása.

LP D szondakar bionikus 
kivitelben

• A szondarendszer jobb dinamiká-
ja a megnövelt merevség és csil-
lapítás, valamint az alacsonyabb 
tehetetlenségi nyomaték miatt: 
- A szondarendszer optimalizált 
általános kialakítása
- Innovatív anyagválasztás.

• Beépített chippel ellátott 
szkennerkar a következőkhöz:
- az érzékelőkar helyes 
behelyezésének ellenőrzése, 
- az érzékelőkar információt 
szolgáltat.

Az eredményei helyesek

• A nagyon pontos MarSurf UD 
130 a munkadarabok pontos 
mérésének alapja. A 2 nm-es 
függőleges felbontás és a < 
300 nm-es alaki eltérések garan-
tálják az Ön aszférájának pontos 
reprodukálását.

• Újrakalibrálás nélkül cserélheti a 
szondakart.

• Meredek peremű optikák mérése 
lehetséges.
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ALKALMAZÁSOK
• Átvilágítás- és felületmérés kis optikai alkatrészeken
• Mérések optikai alkatrészeken, megmunkált munkadarabokon, 

kerámiákon, félvezetőkön és lapkákon
• Beleértve a lencsefelületi sugarak mérését is

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

MarOpto
Mérőkészülék az optikai iparhoz

Fizeau interferométer

LEÍRÁS

• Nagy teljesítményű 40 mm-es Fizeau interferométer 
síkoptikákhoz és szférikus felületekhez

• A MarOpto FI 1040 Z egy nagy teljesítményű interferométer, mely 
lehetővé teszi a síkoptikák és szférikus felületek, valamint hullámfrontok 
átvilágításban történő, érintés nélküli mérését. A MarOpto FI 1040 Z 
ezzel ideálisan alkalmas az optikai komponensek, pl. síkoptikák, 
prizmák, lencsék, fém precíziós munkadarabok (csapágyak, tömítő 
felületek, csiszolt kerámiák) mérésére. A mérések a diffrakciós gyűrűk 
egyszerű meghatározásával az IntelliPhase static spatial carrier elemzés-
sel vagy a fázismodulált interferométer vizsgálatával végezhetők el. A 
MarOpto FI 1040 Z rugalmasságot és kiváló teljesítőképességet kínál a 
modern ipari alkalmazásokhoz.

• 6x / 3x zoom a max. 1,5 mm átmérőjű munkadarabokhoz
• 3 mód az interferométeres elemzéshez: Fáziseltolás, IntelliPhase™ – 

static spatial carrier elemzés vagy a diffrakciós gyűrűk értékelése 
(automatikusan vagy manuálisan)

• A kis méret lehetővé teszi az OEM-rendszerekbe való egyszerű 
integrálást

• Kompakt, robusztus kivitel
• F / 0,7-F / 6,0 transzmissziós szférikus elemek

MarOpto FI 1040 Z
Fizeau interferométer

A nagy teljesítményű MarOpto Fizeau interferométerek lehetővé teszik a síkoptikák és szférikus felületek, valamint 

hullámfrontok átvilágításban történő, érintés nélküli mérését. Így ideálisan alkalmasak az optikai komponensek, pl. 

síkoptikák, prizmák, lencsék, fém precíziós munkadarabok (csapágyak, tömítő felületek, csiszolt kerámiák) mérésére. 

A mérések az interferencia gyűrűk egyszerű meghatározásával az IntelliPhase static spatial carrier elemzéssel vagy a 

fázismodulált interferométer vizsgálatával végezhetők el. A MarOpto Fizeau interferométerek rugalmasságot és kiváló 

teljesítőképességet kínálnak a modern ipari alkalmazásokhoz.

MarOpto. Fizeau interferométer
Sokoldalúság és nagy teljesítmény a mérőszobában és a gyártásban
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MarOpto FI 1100 Z

További információk a www.mahr.com weboldalunkon találhatók.  

ALKALMAZÁSOK
• Mérések síkoptikákon, prizmákon, konkáv és konvex felületeken
• Ékszög- és homogenitásmérések
• Mérések megmunkált, kerámia- és lapkafelületeken
• Hullámfront elemzés optikai rendszereken és komponenseken
• Bevonás OEM-rendszerbe lehetséges

MarOpto MT 100

MarOpto
Mérőkészülék az optikai iparhoz

Fizeau interferométer

LEÍRÁS

• Nagy mérési pontosság különleges rugalmassággal és 
sokszínűséggel

• A MarOpto FI 1100 Z érintés nélküli méréseket kínál a sík és szférikus 
optikákon. Ezen kívül elvégezhető az optikai komponensek, ill. 
részegységek hullámfront mérése is átvilágításban. Ekkor a vizsgálat 
vagy egyszerű diffrakciós gyűrű szemrevételezéssel vagy fázismodulált 
interferométeres elemzéssel történik. Kiváló mérési és elemzési lehe-
tőségek jelennek meg a meglévő IntelliWave szoftver alkalmazásakor. 
A jelenlegi igényes alkalmazásokat a MarOpto FI 1100 Z túlszárnyalja 
rugalmasságával és megbízhatóságával, valamint példátlan ár–érték 
arányával.

• Opcionális USB adatkimenet (laptop vagy asztali gép) jellegzetes 1k x 1k 
felbontással

• Sokoldalúság, kiváló stabilitás és ismétlési pontosság
• Zoom 1x-től 6x-ig, fókusz- és csillapítás vezérlés
• A rezgésérzéketlenség Mahr IntelliPhase Static-Spatial-Carrier felvevő és 

kiértékelő szoftverével érhető el.
• Kompakt, könnyű és stabil kivitel
• Referenciaoptikákkal és olyan tartozékokkal kompatibilis, melyek a 

szabványos 100 mm-es (4”-os) adatcsatlakozást használják.
• Pontos mérések kedvező áron
• Vízszintes és függőeleges irányú mérőállomások lehetségesek, a síkopti-

kákhoz opcionálisan, valamint lencsefelületi sugarak méréséhez is.

Fizeau interferométer

MarOpto
Mérőkészülék az optikai iparhoz

Measuring Towers

LEÍRÁS
• A MarOpto MT sorozattal különböző kivitelű modern műhely interfe-

rométer tornyok állnak rendelkezésre a gyártásközi használathoz. A 
függőleges toronymegoldások biztosítják a lencsék egyszerű kezelését, 
rezgéscsillapítással rendelkeznek és felállításukhoz kis felület szükséges. 
Az illesztésvizsgálaton kívül a mérőskálával felszerelt tornyok lehetővé 
teszik a nagy pontosságú sugárméréseket is. A motoros tengelyekkel 
egyszerű és gyors a végrehajtás.

• A MarOpto MT 100 nagy pontosságú, szférikus és sík üvegfelületek 
vizsgálatára tervezett Fizeau interferométer mérőtorony. A stabil és 
rezgéscsillapított felépítésnek köszönhetően a 4“ interferométer 
mérőtorony ideális eszköz a nagy teljesítményű optikák gyártásában. 
MarOpto MT 100i inverz mérőtoronyként is elérhető.

• A legnagyobb pontosság a termelési környezetben: 
• Nagyon merev gránit szerkezet szilárd alapállványon, négy levegős 

rezgéscsillapító elemmel védve a rezgések ellen. 
• Mérőasztal holtjátékmentes előfeszített gördülőcsapággyal a 

profilsíneken vezetve. 
• Mérőasztal pozicionálása szervomotorral és golyósorsóval 
• Sebesség vezérlése joystickkal
• Mérőasztal finom beállítása manuálisan finommenetes csavarral a 

holtjátékmentesen előfeszített precíziós keresztgörgős vezetésekkel 
• 3-tengelyes asztal: Z tengely alapkészülékben és kereszt asztal 

lencsékhez, max. 100 mm 
• Nagy pontosságú üvegskála a sugarak pontos abszolút méréséhez, az 

optikai tengely közelében felszerelve (Abbe-féle komparátor elv) 
• Opciók:
• A MarOpto MT 100 interferométer mérőtorony opcionálisan bővíthető 

objektív-hosszabbítókkal, objektív-védővel és lencsetartóval. 
• Távirányító fókuszhoz és zoomhoz 
• Billenőasztal, 120 mm 

Measuring Towers
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Mar4D | Tengelykoordináta-mérőkészülékek

A Mar4D PLQ 4200 terméksorozat Tengelykoordináta-
mérőkészülékei a korábbinál rugalmasabban és 
kényelmesebben mérik a forgásszimmetrikus munkadarabokat. 
Ezen kívül maximális sebességgel és pontossággal működnek a 
gyors és megbízható mérési eredmények érdekében.
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Mar4D PLQ áttekintése 508
Tengelykoordináta-mérőkészülékek

Mar4D PLQ 4200 510
Tengelykoordináta-mérőkészülék
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Mar4D | Tengelykoordináta-mérőkészülékek

Mar4D PLQ 4200: Gyors és pontos 
mérés közvetlenül a gyártásban

% Mar�( P05 ���� terméksorozat 8engelykoordináta�mérőkészʳlékek a forgásszimmetrikus 
munkadarabokat minden korábbinál rugalmasabban és kényelmesebben mérik� Ezenkívʳl a legnagyobb 

sebességgel és Tontossággal műkʯdnek a gyors és megbízható mérési eredményekért�

A Mar4D PLQ 4�00-zal a Mahr az ügyfeleinek nagy teljesítményű mérési megoldást kínál a komplex 

forgásszimmetrikus munkadarabokhoz. A multiszenzoros technológiának köszönhetően a dimenzionális 

mérési feladatok különösen széles spektrumát fedi le. Az új gép szerkezete különösen robusztus, 

így biztosítja a 3D-s mérést közvetlenül a gyártásban - rövidebb átfutási idők és ennek köszönhetően 

nagyobb áteresztőképesség, rendkívüli termelékenység.

  Előnyʯk

ƍ Jövőorientált a kombinált méréstechnikának köszönhetően: optikai és tapintó mérés egy gépben
ƍ Sokoldalú: Egy mérési folyamat alatt több jellemző vizsgálata: hossz, átmérő, alak, helyzet, kontúr, 

körkörösség, érdesség vagy 3D geometriák, pl. szimmetria
ƍ +yors és pontos: Egyedülálló sebesség és optimális tengelypontosság szűkebb tűréseknél is a speciálisan 

kifejlesztett vezérlési architektúrának köszönhetően
ƍ Rugalmas a max. �00ɸmm átmérőjű, max. 1000ɸmm hosszú, max. 50ɸkg tömegű munkadarabokhoz
ƍ Ergonomikus kezelés és egyedülálló biztonsági koncepció

+



Mar4D | Tengelykoordináta-mérőkészülékek 509

Mar4D | Tengelykoordináta-mérőkészülékek

Gyors beállítás

A motoros csúcstámasz a feszítőerő-
felügyelettel kezelői befolyásolás nélkül 
optimálisan rögzíti a munkadarabokat.

Ergonomikus kialakítás

A gép jól átgondolt felépítése 
kényelmes és biztonságos 
kezelést biztosít.

Folyamatbiztonság mérés közben

A gépben található felügyelő-rendszerek 
érzékelik és valós időben kompenzálják 
a külső hatásokat, pl. hőmérsékletet és 
rezgést

Megbízható szoftver

A MarWin-Plattform szoftver 
áttekinthető kezelői felületének 
köszönhetően nagyon 
felhasználóbarát: egyszer 
kell megtanulni és mindig 
használható.

9niverzálisan alkalmazható 

A multiszenzoros technológiának 
köszönhetően a Mar4D PLQ 4�00 
a különböző forgásszimmetrikus 
munkadarabokat közvetlenül a 
gyártásban méri.

6észletes információ a honlaTunkon található�
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plU
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Tengelykoordináta-mérőkészülék

Mar4D PLQ 4200

MŰSZAKI ADATOK

Műszaki módosítások jogát fenntartjuk

TULAJDONSÁGOK

Gyors és pontos mérés közvetlenül 
a gyártásban

• Egyszerű kezelés
• Folyamatbiztonság mérés közben
• Ergonomikus kialakítás
• Megbízható szoftver
• Univerzálisan alkalmazható
• Precíziós telecentrikus optika

Rend. sz. 5554200 5554201 5554202

Típus PLQ 4200-T2 Z=450 PLQ 4200-T2 Z=730 PLQ 4200-T2 Z=1000

Méretek Sz/Ma/Mé mm 800 / 2200 / 1800 800 / 2500 / 1800 800 / 2200 / 1800

Munkadarab tömege kg max. 20 (opcionálisan 50)

Munkadarab mérete mm 450 730 1000

max. átmérő mm 200

Mérési érték felbontása beállítható

Hosszak / átmérők mm 0,01...0,0001

Hosszak / átmérők inch 0,001...0,0001

Szög 0,01...0,0001 fok (decimális) vagy fok, perc, másodperc

Hibahatár csak átmérő, EBXZ, MPE
* µm ≤ (1 + L/150) L mm-ben

Hibahatár csak hossz, párhuza-
mos Z, EBXZ, MPE

*

µm ≤ (2 + L/200) L mm-ben

Pozicionáló sebesség Z max. 200 mm/s

Pozicionáló sebesség X1 max. 200 mm/s

Pozicionáló sebesség X2 max. 50 mm/s

Pozicionáló sebesség C max. 2,0 1/s

Pozicionáló sebesség Y max. 50 mm/s

* Temperált munkadarab, ha t=20 +-2 °C, sima felületeken (Rz < 1 µm) Din EN ISO 10360-7

Tapintásos mérések SP25-tel Tapintásos mérések T7W-vel

KezelőfelületOptikai mérések
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Tengelykoordináta-mérőkészülék

Mar4D PLQ 4200

TARTOZÉKOK

Rend. sz. Megnevezés Típus

5361112 Központosító csúcs 60°, Ø 2–15 mm, magasság 35 mm

5361223 Központosító csúcs 60°, Ø 2–44 mm, magasság 46 mm

5361105 Központosító csúcs 60°, Ø 3–15 mm, magasság 25 mm

5361106 Központosító csúcs 60°, Ø 2–19 mm, magasság 44 mm

9056631 Központosító csúcs 60°, Ø 2–35 mm, magasság 46 mm

5361104 Negatív csúcs 90°, Ø 6–20 mm, magasság 56 mm

3026166 USB billentyűzet, német

3026167 USB billentyűzet, angol

5550400 Tapintó egység, motoros T7W

5400211 Tapintókészlet T7W

5550250 Tapintó egység, Renishaw SP25M

5550251 Tapintókészlet 1 SP25-höz

5550252 Tapintókészlet 2 SP25-höz

5550083 MarControl kézi kezelőpult

5550085 További monitor plusz tartó

5550080 Ház plusz csomag

5550084 Ipari PC

5550086 Panel PC, mérőállomás terjedelme tartalmazza

5550091 Passzív, szabályozott rezgéscsillapító rendszer

5550100 MarWin komplett csomag Mar4D

5550460 T7W érdességmérés opció PLQ 4200-hez

5480638 Érdességmérés szoftver opció AdvancedFormhoz

5360581 3D kontúretalon (kalibrálási tanúsítvány nélkül)

9964316 Mahr kalibrálási tanúsítvány kontúretalonhoz 

6980110 DAkkS / DKD kalibrálási szolgáltatás kontúretalonhoz

Központosító csúcs 60°
Ø 2–15 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2–44 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 3–15 mm

Negatív csúcs 90°
Ø 6–20 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2–35 mm

Központosító csúcs 60°
Ø 2– 19 mm
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